POLITECHNICZNA SIEC
VIA CARPATIA

BADANIA
ANALIZY FAZOWE)
PRZY UZYCIU

DYFRAKTOMETRU

RENTGENOWSKIEGO

Cel NN
i zastosowanie badan

Badania dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) mate-
riatbw pozwalajg na analize fazowa, wyzna-
czenie parametrow sieci krystalicznej oraz
oznaczenie rozmiaru krystalitow. Interpreta-
cja dyfraktogramoéw stanowi istote rentge-
nowskiej analizy. Zrédtem promieniowania
rentgenowskiego jest lampa rentgenowska o
anodzie miedzianej w geometrii wigzki Brag-
g-Brentano.

Technika XRD dostarcza informacji o struktu-
rze krystalicznejisktadzie fazowym badanych
materiatow. W metodzie tej wykorzystuje sie
zjawisko uginania fal elektromagnetycznych
na strukturach periodycznych (krysztatach).

Zastosowanie takich badan jest wazne na
etapie tworzenia nowego materiatu, szczegol-
nie w przypadku materiatéw metalicznych.
Okredlenie parametréow takich jak rozmiar
ziarna, orientacja krysztatow, czy udziat pro-
centowy poszczegélnych faz jest nieodtacz-
nym elementem prac w dziedzinie inzynierii
materiatowe;j.

Politechnika
Biatostocka

Typ badan mmm

= ilosciowa i jakosciowa analiza fazowa;
analiza faz krystalicznych metoda
Rietvelda;

wyznaczenie parametrow komorki
elementarnej;

= okreslenie wielkosci krystalitow;

. analiza widmowa;
pomiar grubosci cienkich warstw;
okreslenie stopnia utlenienia metali;
badanie struktury i powierzchni
materiatéw badanych.



Dostepna aparatura N

Dyfraktometr rentgenowski D8 ECO
ADVANCE Bruker

Skaningowy mikroskop elektronowy
Phenom XL

Phenom

Instytut Inzynierii
Biomedycznej

Wydziat Mechaniczny
Politechniki Biatostockiej

drinz. Eliza Romanczuk-Ruszuk

Wiecej informacji na stronie
o pok. WM M-307 9 e.romanczuk@pb.edu.pl

e +48 85 571 443 098
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Ministerstwo Dofinansowano ze srodkéw dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki,
Edukacji i Nauki w ramach zadania pn. ,Politechniczna Sie¢ VIA CARPATIA
im. Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego”.

Minister
Edukacji i Nauki




